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РЕЗЮМЕ
Стасюк Дмитрий Михайлович

Прогнозирование надёжности биполярных транзисторов с использовани
ем принципов пороговой логики методом троичного преобразования информа

тивных параметров

Ключевые слова: биполярные транзисторы, надёжность, работоспособность, 
индивидуальное прогнозирование, информативные параметры, метод порого
вой логики, троичное преобразование.

Объект и предмет исследования -  биполярные транзисторы и метод ин
дивидуального прогнозирования их надёжности (работоспособности). Цель 
работы -  совершенствование метода прогнозирования, основанного на принци
пах пороговой логики. Эффективность предлагаемых усовершенствований оп
ределялась с помощью экспериментального исследования и прогнозирования 
работоспособности транзисторов разных типов. Критерии оценки эффективно
сти -  вероятность принятия ошибочных решений, риски потребителя и изгото
вителя. Обобщение и выводы делались с учетом вычислительного эксперимен
та, включающего моделирование на ЭВМ информативных параметров и рабо
тоспособности большой выборки транзисторов.

Для метода пороговой логики разработан новый способ определения по
роговых уровней, необходимых для преобразования информативных парамет
ров в двоичный код. Способ основан на использовании информационной меры 
Шеннона.

Систематизированы вероятностные связи (закономерности) информатив
ных параметров транзисторов с уровнем их работоспособности. Предложен 
метод, позволяющий в отличие от базового метода пороговой логики использо
вать для выполнения прогнозирования информативные параметры с разными 
закономерностями. Он основан на преобразовании информативных параметров 
в троичный код и принятии решения о работоспособности транзистора по на
бору троичных чисел. Показано, что метод даёт лучшие результаты прогнози
рования нежели базовый метод пороговой логики, но является сложнее.

Предложена модификация метода пороговой логики, сохраняющая про
стоту базового метода и пригодная для информативных параметров с разными 
закономерностями. Показано, что новая модификация по эффективности про
гнозирования практически не уступает методу, использующему преобразование 
информативных параметров в троичный код.

На основе предложенных усовершенствований метода пороговой логики 
разработана и внедрена методика индивидуального прогнозирования работо
способности биполярных транзисторов.
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SUMMARY

Stasyuk Dmitriy Mihaylovich

Forecasting reliability of bipolar transistor using threshold logic on the basis of triple 
transformation of information parameters

Key words: bipolar transistors, reliability, up state, individual prediction, informa
tive parameters, method of threshold logic, triple transformation of information pa

rameters

Object of inquiry and subject of investigation are bipolar transistors and the 
technique of individual up state prediction. The aim of this work is to improve predic
tion technique based on threshold logic. The effectiveness of offered improvements 
was estimated using experimental researches and up state prediction of different tran
sistors. Assessment criterions of effectiveness are the probability of taking wrong 
decisions, and consumer and producer risks. Generalization and conclusions were 
made up taking into account a calculating experiment that includes computer simula
tion of informative parameters and up state of large sample (transistors).

For method of threshold logic we has designed a new way of determining 
threshold levels required to convert informative parameters into binary code. The 
way is based on using informational Shannon measure.

Probabilistic relationships between informative parameters of transistors and 
their up state level have been systematized. The new technique has been offered that 
allows using informative parameters with different behaviour to make prediction, in 
contrast to the base method of threshold logic. The technique is based on converting 
informative parameters into ternary code and making up a conclusion about transistor 
up state taking into account the set of ternary numbers. The technique has been 
shown to give better results of prediction comparing to the base method of threshold 
logic, but at the same time it is more complicated.

The modification of the base method of threshold logic has been offered that 
maintains simplicity of the base method and is suitable for informative parameters 
with different behaviour. The new modification has been shown not to be inferior to 
the "ternary code" technique in effectiveness of prediction.

Taking the offered improvements of the method of threshold logic as basis, the 
technique of individual prediction of bipolar transistor up state has been designed and 
introduced.
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